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1 INFORMACION GENERAL

1.1 IDENTIFICACION DEL LABORATORIO DE PRUEBAS

CENTRO DE PRUEBAS ICUBE
707 Chemin du Quintin
13300 Salon de Provence
FRANCIA

Contacto:contacto@icube-tc.com

1.2 PRUEBA DE IDENTIFICACION

Prueba de los parametros ISO/IEC 14443-1 para eMRTD I

Este documento informa los resultados de las siguientes pruebas: ISO/IEC 18745-2 — Prueba de verificacion
de clase 1 (condicional) ISO/IEC 18745-2 — Prueba de electricidad estatica (ESD) ISO/NEC 18745-2 —
Prueba de campo magnético alterno

Las pruebas se realizan de acuerdo con los siguientes documentos de referencia:

[R1]ISO/IEC 18745-2:2016

Tecnologia de la informacion - Métodos de prueba para documentos de viaje legibles por
maquina (MRTD) y dispositivos asociados

Parte 2: Métodos de prueba para la interfaz sin contacto
Primera edicion - Fecha: 2016-08-15
[R2]Norma ISO/IEC JTC1/SC17/WG8 N2638

Perfil de aplicacién Interfaz sin contacto Doc 9303 Version v1.3 - Fecha: 2016-02-03

Las pruebas se realizan bajo la acreditacion ISO/IEC 17025 Cofrac.

En lo que respecta a los resultados expresados de forma cuantitativa, la conformidad con la
especificacion se declara sin tener en cuenta explicitamente las incertidumbres asociadas a los
resultados. Las muestras se consideran “conformes” si el resultado se encuentra dentro del rango
especificado por el documento. [R1].

Fecha de la prueba: 11 de Julio al 07 de Agosto,2019
Prueba realizada por: 2019. M.GIROD.

El reproduccion de este informe es autorizado solo en es integral formato. Consta de 13 paginas.
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Ref.:
Version:
Fecha:

1.3 TERMINOLOGIA DE RESULTADOS DE PRUEBAS

v1.0

08/08/2019

LE_;S;IJLTADO bescripcién
F| resultado se ajusta al resultado esperado especificado en el plan de prueba
APROBAR de referencia
FALLAR F| resultado no se ajusta al resultado esperado especificado en el plan de
rueba de referencia.
N/A Prueba no aplicable. Por ejemplo, para una funcién opcional que no
s compatible con el producto en prueba.
[NE rueba no ejecutada.
NI Prueba no implementada.
INC Prueba no concluyente.
INF Prueba informativa.
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2 OBJETO BAJO PRUEBA

2.1 INFORMACION DEL SOLICITANTE

Semiconductores NXP
Microvia 1,

8101 Gratkorn,
Austria.

Representada por: Olga Lakusheva.

2.2 PPRODUCTOIIDENTIFICACION

Nombre del producto: Chipdoc verslén 3
Versi6n def producto: 3.0
Identificacién y revision del hardware: N7121 B1
Revision del software: [ ———

30 C. o

uzg 1,0
"9?‘&“\"‘\ - "”f"
L. \;Q A *d

Fecha de recepcién de muestra (dd/mmi/aaaa): 10/07/2019
Factor de forma: Tamafo do la tarjeta 101

Cantidad: 9

A

Lipo

\nterpye o

Referencia de los objetos en prueba:
Prueba de verificacién de clase 1
- 7K3704 (Namero de serie: no proporcionado)
-8K3704 (Numero de serie: no proporcionado)
-9K3704 (Numero de serie: no proporcionado)

P cida ca {ESD

-4K3704 (Numero de serie: no proporcionado)
-5K3704 (Numero de serie: no proporcionado)
-6K3704 (Namero de serie: no proporcionado)

Prueba de campo magnético alterno

-1K3704 (Numero de serie: no proporcionado)
-2K3704 (Numero de serie: no proporcionado)
- 3K3704 (Numero de serie: no proporcionado)

1k 3704

Figura 1 - Efemplo de descripcién general

El reproduccién de este informe es autorizado solo en es integral formato. Consta de 13 paginas
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2.3 IMPLEMENTACION de CONFORMIDAD DECLARACION

El solicitante ha proporcionado [a informacién especificada en la siguiente tabla.

Daclaracién de conformidad de implementacién Declaracién del solicitante
[Tamafio fisico del producto ID-1: SI

Ubicacién de la antena dentro de la muestra No proporcionado

Clase PICC PICC Clase 1
[Muestra blindada o no y como (blindaje) NO

linterfaz de sefial

» TippAoB Tipo A

IControl de acceso aplicado

L Nivel de alcohol en sangre i

* PASO Si

2.4 PRUEBA DE VERIFICACION DE FUNCIONALIDAD

La verificacién se realiza de acuerdo con el capitulo 5.6.2 del documento [R1].

El objetivo de esta prueba es verificar los datos obligatorios de la solicitud de LDS del eMRTD. Se
verificara que esta informacion no haya sido alterada por las pruebas destructivas.

Para verificar los eMRTD se utilizan las siguientes herramientas:

- Herramienta de software: Universal Reader Tool - V3.1

- Lector sin contacto PC/SC: SCM Microsystems SDI010

Ambos controles de acceso admitidos se aplican durante la prueba de verificacion de funcionalidad definida en § 2.4.

El reproduccién de este informe es autorizado solo en es integral formato. Consta de 13 paginas
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3 RESULTADOS DE LA PRUEBA

3.1 CLASE-1 PRUEBA DE VERIFICACION (CONDICIONAL)

PRUEBA:
La prueba se realiza en 3 muestras de acuerdo con ef capitulo 5.2.1 del documento [R1].

El objetivo de esta prueba es comprobar si las dimensiones fisicas de la bobina cumplen los requisitos de la norma
ISO/ IEC 14443-1. La antena de muestra debera estar ubicada en su totalidad dentro de una zona definida por dos
rectangulos:

* Rectangulo Externo: 81 mm x 49 mm

» Rectangulo Interno:64 mm x 34 mm, radio de 3 mm

Excepto las conexiones a los extremos de {a bobina de la antena, con un area maxima de 300 mma.

P 3 mm corer radii

49 mm 34 mm

PICC antenna zone

AR I

)

r
v__

64 mm

A
v

81 mm

Método:

Las mediciones se realizan con un calibrador digital CD-15CPX (Fabricante: Mitutoyo) sobre
una fotografia de haluro de plata de la muestra.

Condiciones de prueba:

Entorno de prueba:
- Temperatura: 23°C £ 3°C
- Humedad relativa: 50% * 25%
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Resultados:
-Objeto bajo prueba:7K3704
Resultados esperados
Dimensiones Segun el documento Resultados obsarvados Resuttado
[R1]
Recténgulo extemo <81 x49 mm 79,0 x 47,3 mm APROBAR
|Rectangulo interno ;i?oxd:: :nn: 76,0 x 44,2 mm APROBAR
Aroa para las conexiones a los extremos de la bobina de la antena. <300 mm2 33,0 mm? proBAR
-Objeto bajo prueba:8K3704
Resuitados esperados
Dimensiones Segun el documento Resultados observados Resultado
[R1]
Rectangulo externo £81 x49 mm 79,0 x 47,3 mm APROBAR
. 264 x 34 mm
Rectéangulo interno e 76,0 x 44,4 mm APROBAR
Aroa para las conexiones a los extromos de la bobina de Ia antena. <300 mmz 30,6 mm? -
-Objeto bajo prueba:9K3704
Resultados esperados
Dimensiones Segun el documento Resultados observados Resultado
[R1]
Recténguio externo <81 x49 mm 79,3 x 47,6 mm APROBAR
. 264 x 34 mm
Rectéangulo intemo T 76,3 x 44,5 mm APROBAR
Area para las conexiones a los extremos de la bobina de la antena. <300 mm2 36, § mm? .
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3.2 ESTADISTICA ELECTRICA (ESD) PRUEBA

PRUEBA:
El objetivo de esta prueba es comprobar el comportamiento de la muestra tras una descarga electrostatica (ESD)
sobre la muestra de prueba. El dispositivo sometido a prueba se expone a una descarga electrostatica simulada

(ESD, modelo de cuerpo humano). Su funcionamiento béasico se comprueba después de la exposicion.
La prueba se realiza en 3 muestras, segun la prueba descrita en el capitulo 5.2.2 del documento[R1].

Descripcién del equipo de prueba:

- Pistola ESD DITO con boquilla de descarga de aire, conforme a NF EN 61000-4-2 (Fabricante:
EMTEST)

Método:

La prueba se realiza de acuerdo con [R1]documento y la norma ISO/IEC 10373-6:2016, §6.2.2. Se aplica
una descarga a cada una de las 20 zonas de prueba:
- en polaridad normal +6kV, y luego se aplica una descarga en polaridad inversa -

6kV (ISO/IEC 7810:2003/Amd 1).

La muestra se encuentra en contacto con las descargas electrostaticas proporcionadas por
el generador ESD.

Figura 2 — Muestras bajo descargas electrostiticas

La prueba se aplica en 20 zonas de la muestra:

s ‘i D
1 | 2 3 | a 5
" 1' |
i |
6 | 7 8 | 9 10
{ i
i |
"o 2 13 1M 15
|
1 | 7 18 19 20
\. | l J
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La prueba de verificacién de funcionalidad definida en el capitulo 2.4 se realiza después de esta prueba para verificar si

la muestra funciona segiin lo previsto después de la exposici6n a la descarga electrostatica.

Condiciones de prueba:

Entorno de prueba:
-  Temperatura: 23°C + 3°C
- Humedad relativa: 30% a 60%
- Presion atmosférica: 96 kPA £ 10 kPA

Leyenda:

oY Area probada
N Area no probada (presencia de contactos directos) Control
DL OK para interfaz dual (contacto y sin contacto) Control OK
CL  solo para modo sin contacto
CT Control OK solo para modo de contacto
KO Control NOK para todas las interfaces (con contacto y/o sin contacto)
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Resultados:

-Objeto bajo prueba:4K3704

ﬁrs_lﬂa eba Controles
1| 2| 3| 4| s| 6| 7| 8| 9| 10| 11 1z| 13] 14| 15 1s| 17| 18 19| 20| " Resultad
vlylylyl yYlyly|ly|ly|lY|lYy|Y|Y|[Y|Y|Y|[Y]Y|Y]Y cL AFRDBAR
-Objeto bajo prueba:5K3704
Area do prusba Controles
1| 2| 3| 4| s| s| 7| 8| 9| 10| 11 1z| 13| 14| 15| 16| 17 1a] 1sl V) Resultade
descarga_s
vlvlylylylyly|lylylv|Y|Y|[Y|[Y|[Y|[Y]Y]|Y]|Y]Y cL e
-Objeto bajo prueba:6K3704
Area de prueba Controles
1| 2| 3| 4| 5| 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12 13| 14| 15 1el 17 1a| 19| 20| "t Resultade
descargas
vlvlylyl YlylylylyYlY|Y|Y|Y|[Y|[Y[Y]Y|Y]|Y]|Y cL .
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3.3 CAMPO MAGNETICO ALTERNO

PRUEBA:

El proposito de esta prueba es verificar el comportamiento de la muestra en relacién con la exposicion a

un campo magnético alterno.

La prueba se realiza en 3 muestras de acuerdo con el capitulo 5.2.3 del documento[R1]La prueba

de verificacién de funcionalidad definida en el capitulo 2.4 se realiza después de la exposicién.

CONDICIONES DE PRUEBA:

Entorno de prueba:
- Temperatura: 23°C £ 3°C
- Humedad relativa: 50% * 25%

Banco de pruebas:

Herramientas Identificacion y version
Entorno de prueba de software SCRIPTIS V01.03.07
Conjunto de pruebas de software tonjunto de pruebas ISO/IEC 14443 para PICC analégico V05.03
PATCH_02.12
Lector PICC sin contacto EOLABS RGPA V3.07.14.409
KEOLABS ProxiLAB V3.24.15.1117
Prueba del conjunto PCD Conjunto de PCD KEOLABS ISO/IEC 10373-6
Sonda 2 LeCroy PP008
Amplificador Bowen M02.30.70SBET
Atenuador 10dB R412.710.124
Osciloscopio Moto acuética LeCroy WaveRunner 44MXi
Resultados:

Objeto de referencia bajo prueba Informacién Resultado
1K3704 Campo magnético alterno para la muestra 1 APROBAR
2K3704 Campo magnético alterno para la muestra 2 APROBAR
3K3704 Campo magnético alterno para la muestra 3 APROBAR
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4. CONCLUSION

La siguiente tabla resume los resultados de las pruebas realizadas segin los documentos
de referencia identificados en el §1.2:

Referencia de objeto Prueba Resultado

bajo prueba

7K3704 Prueba de verificacién de clase -1 (condicional) APROBAR
8K3704 Prueba de verificacién de clase -1 (condicional) APROBAR
9K3704 Prueba de verificacién de clase -1 (condicional) APROBAR
4K3704 Prueba de electricidad estatica (ESD) APROBAR
5K3704 Prueba de electricidad estética (ESD) APROBAR
6K3704 Prucba de electricldad estatica (ESD) APROBAR 2
1K3704 Prueba de campo magnético alterno APROBAR
2K3704 Prueba de campo magnético alterno APROBAR )
3K3704 Prueba de campo magnético alterno APROBAR

Las muestras sometidas a ensayo se ajustan a los documentos de referencia identificados en el apartado 1.2,

FIN DEL DOCUMENTO

Traducido a peticién de la parte interesada y registrada en mi protocolo. En Santo Domingo,
Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los Diecinueve (19) del mes de Febrero
del afio Dos Mil Veinticinco (2025).
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1 GENERAL INFORMATION

1.1 TEST LABORATORY IDENTIFICATION

ICUBE TESTING CENTER
707 chemin du Quintin
13300 Salon de Provence
FRANCE

Contact: contact@icube-tc.com

1.2 TEST IDENTIFICATION

[ Test of ISO/IEC 14443-1 parameters for eMRTD

This document reports the results of the following tests:
ISO/IEC 18745-2 — Class-1 verification test (conditional)
ISO/IEC 18745-2 — Static Electricity (ESD) test
ISO/IEC 18745-2 — Alternating Magnetic Field test

The tests are performed according to the following reference documents:

[R1] ISO/IEC 18745-2:2016
Information Technology - Test methods for machine readable travel documents
{(MRTD) and associated devices
Part 2: Test methods for the contactless interface
First edition - Date: 2016-08-15

[R2] ISO/IEC JTC1/SC17/WG8 N2638
Application Profile Contactless Interface Doc 9303
Version v1.3 - Date: 2016-02-03

The tests are performed under ISO/IEC 17025 Cofrac accreditation.

Concerning the results expressed in the quantitative way, the conformity to the specification is
declared without taking explicitly into account the uncertainties associated to the results. The
samples are considered as “conform” if the result is in the range specified by the document
[R1].

Date of the test: 11t of July to 07 of August 2019.
Test performed by:  M.GIROD.

I The reproduction of this report is authorized only in its integral format. It comprises 13 pages. |
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RESULT TERMINOLOGY

Result

Description

Resull conforms to the expected result specified in the reference
test plan.

FAIL Result does not conform to the expected result specified in the
reference test plan.

NA Test not applicable. For example for an optional function that is
not cupported by the produet under Lest.

NE Test not executed.

NI Test not implemented.

INC Inconclusive test.

INF Informative test.

The reproduction of this report is authorized only in its integral format. It comprises 13 pages. ]
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2 OBJECT UNDER TEST

2.1

2.2

APPLICANT INFORMATION

NXP Semiconductors
Mikronweg 1,

8101 Gratkorn,
Austria.

Represented by: Olga Lakusheva.

PRrRoDUCT IDENTIFICATION

Product name: ChipDoc v3
Product version: 3.0

Hardware identification and revision: N7121 B1
Software revision: JCOP 4 P71
Sample reception date (dd/mm/yyyy): 10/07/2019
Form factor: Card ID-1 size
Quantity: 9

Reference of the objects under test:
Class -1 verification test
- 7K3704 (Serial number: Not provided)
- 8K3704 (Serial number: Not provided)
- 9K3704 (Serial number: Not provided)

Static electricity (ESD) test

- 4K3704 (Serial number: Not provided)
- 5K3704 (Serial number: Not provided)
- 6K3704 (Serial number: Not provided)

Alternating magnetic Field test

- 1K3704 (Serial number: Not provided)
- 2K3704 (Serial number: Not provided)
- 3K3704 (Serial number: Not provided)

[
e |

1k 3704

Figure 1 - Sample overview
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IQMP, 'éMENTATION CONFORMANCE STATEMENT

PAGE 6 OF 13

H::itneﬁap jcant has provided the information specified in the table below.

Implementation conformance statement

Applicant declaration

hysical size of product ID-1: YES
Location of antenna within sample Not provided
PICC class PICC Class 1
Sample shielded or not and how (blindage) NO
Signal interface

* Type AorB Type A
Access control applied'

* BAC YES

* PACE YES

2.4 FUNCTIONALITY CHECK TEST

The verification is performed according to chapter 5.6.2 of document [R1].

The purpose of this test is to check the eMRTD’s mandatory

LDS application data. It shall be

verified that this information has not been altered by the destructive tests.

The following tools are used to verify the eMRTD’s:
- Software tool: Universal Reader Tool — V3.1
- PC/SC contactless reader : SCM Microsystems SDI010

' Both supported Access control are applied during the functionality check test defined in §

2.4,

| The reproduction of this report is authorized only in its integral

format. It comprises 13 pages.
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3 TEST RESULTS

3.1 CLAsS-1 VERIFICATION TEST (CONDITIONAL)

Test:

The test is performed on 3 samples according to chapter 5.2.1 of document [R1].

The purpose of this test is to check if the physical coil dimensions meet the requirements of
ISO/IEC 14443-1. The sample antenna shall be entirely located within a zone defined by two
rectangles:

» external rectangle:  81mm x 49mm

- internal rectangle: ~ 64mm x 34mm, 3mm radius

except for the connections to the ends of the antenna coil, with a maximum area of 300 mm?.

AN 3 mm comer radi

49 mm 34 mm

V| @G ) |

PICC antenna zone

A
v__|

64 mm

81 mm

Method:
The measurements are performed with a digital caliper CD-15CPX (Manufacturer: Mitutoyo)
on a silver halide photography of the sample.

Test conditions:
Test environment:
- Temperature: 23°C + 3°C
- Relative humidity: 50% * 25%
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Expected results

Dimensions according to document| Observed results | Result
[R1]
xtemal rectangle <81 %49 mm 79.0 X 47.3 mm PASS
z 64 x 34 mm
Internal rectangle amm radius 76.0 x 44.2 mm PASS
Area for the connections to the ends of the antenna 2 2
coil <300 mm 33.0 mm PASS
=» Object under test: 8K3704
Expected results _
Dimensions according to document| Observed results Result
[R1]
Fxtemal rectangle <81x49 mm 79.0 x47.3 mm PASS
264 x 34 mm
Internal rectangle 3mm radius 76.0x44.4 mm PASS
ﬁ\:iala for the connections to the ends of the antenna <300 mm?2 30.6 mm? PASS
=» Object under test: 9K3704
75 Expected results :
Dimensions according to document|  Observed results Result
[R1]
External rectangle <81x49 mm 79.3x47.6 mm PASS
=64 x 34 mm
Internal rectangle 3mm radius 76.3 x44.5 mm PASS
Area for the connections to the ends of the antenna < 300 mm? 36.5 mm 2 PASS

coil

I
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3.2 STATIC ELECTRICITY (ESD) TEST

Test:

The purpose of this test is to check the behavior of the sample after an electrostatic di o[

(ESD) on the test sample. The device under test is exposed to a simulated electros atic
discharge (ESD, human body model). Its basic operation is checked after the exposure.

The test is performed on 3 samples, according to the test described in the chapter 5.2.2 of
document [R1].

Test equipment description:
- DITO ESD gun with air discharge tip, compliant to NF EN 61000-4-2 (Manufacturer:
EMTEST)

Method:

The test is performed according to [R1] document and ISO/IEC 10373-6:2016, §6.2.2. A
discharge is applied to each of the 20 test zones:
- in normal polarity +6kV, and then a discharge is applied in reverse polarity -6kV
(ISO/IEC 7810:2003/Amd 1).

Sample is located with contact under the electrostatic discharges, provided by the ESD
generator.

Figure 2 — Samples under the electrostatic discharges

The test is applied on 20 zones of the sample:

4 i ™\
1 2 3 4 | &
6 7 g g
1 2 13 " 15
]
18 17 18 19 20
\ J
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‘operates as intended after exposure to the electrostatic discharge.

Test conditions:
Test environment:
- Temperature: 23°C £ 3°C
- Relative humidity: 30% to 60%
- Atmospheric pressure: 96 kPA + 10 kPA

Legend:

__| Area tested

Area not tested (presence of direct contacts)

Control OK for dual interface (contact and contactless)

| Control OK for contactless mode only

Control OK for contact mode only

Control NOK for all interfaces (contact and/or contactless)
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8
Results: , g E
LAY o
. $101 X
= Object under test: 4K3704 898852 ~/,
ey
Test area Controls “oming®
After +/-6kV
112134 |5|6|7|8]9|10[11]|12(13|14|15|16|17|18|19|20 discharaes
PASS
= Object under test: 5K3704
Test area Controls
After +/-8kV Result

discharges

= Object under test: 6K3704

Test area Controls
After +/-6kV Result
discharges

| The reproduction of this report is authorized only in its integral format. It comprises 13 pages. _|




PAGE 12 OF 13
Ref.: IC.E.RE.1907.001

-\ Jersion:  v1.0
ate: 08/08/2019

NATING MAGNETIC FIELD

The purpose of this test is to check the behavior of the sample in relation to alternating
magnetic field exposure.

The test is performed on 3 samples according to chapter 5.2.3 of document [R1].
The functionality check test defined in chapter 2.4 is done after the exposure.

Test conditions:
Tesl environment:
- Temperature: 23°C + 3°C
- Relative humidity: 50% * 25%

Test bench:
Tools Identification and version

Software test environment SCRIPTIS V01.03.07

Software test suite ISO/IEC 14443 Test Suite for PICC Analog V05.03 +
PATCH_02.12

PICC Contactless Reader KEOLABS RGPA V3.07.14.409
KEOLABS ProxiLAB V3.24.15.1117

1 est PCD Assembly KEOLABS PCD Assembiy iSO/iEC 10373-6

Probe 2 LeCroy PP0O08

Amplifier Bowen M02.30.70SBET

Attenuator 10dB R412.710.124

Oscilloscope LeCroy WaveRunner 44MXi

Results:

Reference object under test Information Result
1K3704 Alternating Magnetic Field for sample 1 PASS
2K3704 Alternating Magnetic Field for sample 2 PASS
3K3704 Alternating Magnetic Field for sample 3 PASS
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4 CONCLUSION

The following table summarizes the results of the tests performed according to the

documents identified in §1.2: Oﬂmmgo. Pf_?.»"
Reference of object [Test If_esult
under test

7K3704 Class -1 verification test (conditional) PASS
8K3704 Class -1 verification test (conditional) PASS
9K3704 Class -1 verification test (conditional) PASS
4K3704 Static Electricity (ESD) test PASS
5K3704 Static Electricity (ESD) test PASS
BK3704 Static Electricity (ESD) test PASS
1K3704 Alternating Magnetic Field Test PASS
2K3704 Alternating Magnetic Field Test PASS
3K3704 Alternating Magnetic Field Test PASS

The samples under test conform to the reference documents identified in section 1.2.

| END OF DOCUMENT
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